












































































专利名称(译) 薄膜显示元件的检查修正方法以及检查修正装置

公开(公告)号 CN102593378A 公开(公告)日 2012-07-18

申请号 CN201110410205.3 申请日 2011-12-09

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立高新技术

申请(专利权)人(译) 株式会社日立高新技术

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立高新技术

[标]发明人 中尾敏之
丸山重信
片冈文雄

发明人 中尾敏之
丸山重信
片冈文雄

IPC分类号 H01L51/56 G01B11/00 G01N21/88

CPC分类号 G01R31/2635 H01L51/0031 H01L2251/568

代理人(译) 许静

优先权 2011004234 2011-01-12 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种薄膜显示元件的检查修正方法以及检查修正装置，其即
使是在彩色滤器方式的OLED面板的情况下，也可以以单一波长、高可靠
性地进行检查、修正，能够提高成品率。对具有在发光层形成的金属电
极膜和在发光层的与金属电极膜相反的一侧形成的透明电极膜的薄膜显
示元件的发光装置进行检查，修正不良部位的方法及其装置被构成为：
对金属电极和透明电极施加电力来使发光层发光，相对金属电极从透明
电极侧观察该发光层的发光装置，检测发光层中不发光的位置，根据该
检测出的发光层中不发光的位置的信息，从与透明电极相反的一侧对金
属电极照射激光，去除发光层中不发光的位置的上方的金属电极膜。
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